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기술 문의 : 임영목 책임연구원 rhyim@kims.re.kr 

 첨단 미세구조 분석 장치 (전자현미경: SEM, (S)TEM, 주사탐침현미경: STM, AFM) 를 활용한 소재의 정밀 구조분석 기술지원 

 소재의 미세구조 분석과 더불어 국부적 영역 (mm~nm) 에서의 화학조성분석 기술지원 (EDS,WDS, EELS) 

 외부 자극(열, 전기신호, 응력)에 따른 소재의 미세구조 변화 실시간 관찰 분석 기술지원 (in-situ EBSD, in-situ TEM) 

 금속소재 정밀 구조 분석 지원 

- 구조소재의 소성 변형에 따른 내부 결함 분포/거동 분석  

- 석출/고용에 따른 강화기구 규명을 위한 정밀 미세구조 분석 

- 금속 상변태에 따른 구조 변화 분석 및 예측 

 전자 기능소재  정밀 구조 분석 및 특성 평가 지원 

- 나노 소재의 정밀 구조 분석 및 특성 평가 

- 압전/강유전 세라믹 소재의 원자단위 구조 분석  

- 태양전지 소자의 미세구조 분석 및 국부영역 특성 평가 

- 자성 소재의 국부영역 자기 특성 평가 

소재의 미세조직 및 화학조성 정밀분석 기술지원 
(Technical Consulting and Support for Microstructure Analysis of Materials) 

기술개요 및 주요내용 

시장성 및 사업성 

기술개발단계 및 보유기술현황 

보유기술현황 

1. [특허] 실시간 인장 투과전자현미경 관찰용 샘플 제조를 위한 롤금형(출원번호 : 10-2013-0056909) 

2. [논문] 최시영 외, Assessment of Strain-Generated Oxygen Vacancies Using SrTiO3 Bicrystals, Nano Letters, 2015 

Technology Readiness Level : 유사환경에서의 Working model 검증(5단계) 

기술개요 

기술 주요내용 

 전자현미경 정밀분석 기술지원 

- 수차보정 주사투과 전자현미경(Cs-corrected STEM)을 

  활용한 소재의 원자단위 구조 및 조성 분석 기술 

 주사탐침현미경 정밀분석 기술지원 

- 주사탐침현미경(SPM)을 활용한 광전소자의 광전특성 

  평가기술 

 

 

 

 

 

- 핵자기공명 원자힘현미경(SPM-MRFM)을 활용한 국부영역의  

  자기 특성 측정 기술 

 기대효과 

- 실시간 관찰 투과전자현미경(in-situ TEM) 분석 기술 


